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1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu NANO-2_02 - Komputerowe wspomaganie eksperymentu

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Kod przedmiotu WITCh NANO oIIS A2 15/16

Kategoria przedmiotu Przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS 3.00

Semestry 1

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykłady Ćwiczenia Laboratorium
Laboratorium
komputero-

we
Projekt Seminarium

1 15 0 0 15 0 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z najważniejszymi elementami i strukturą komputerowych systemów pomiarowych.

Cel 2 Przedstawienie najczęściej używanych interfejsów przyrządów pomiarowych.

Cel 3 Zapoznanie studentów z metodami tworzenia oprogramowania komputerowych systemów pomiarowych.

Kod archiwizacji: ABA440DA
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4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość elektroniki i informatyki na poziomie studiów I stopnia

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość najważniejszych elementów i struktury komputerowych systemów pomiarowych.

EK2 Wiedza Znajomość cech i sposobu działania najczęściej używanych interfejsów przyrządów pomiarowych.

EK3 Wiedza Znajomość metod tworzenia oprogramowania komputerowych systemów pomiarowych.

EK4 Umiejętności Posługiwanie się środowiskiem programistycznym LabView do komunikacji z cyfrowymi przy-
rządami pomiarowymi

6 Treści programowe

Wykłady

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1
Pojęcie eksperymentu, jego główne typy. Projektowanie eksperymentu. Ogólny
schemat systemu pomiarowego. Rodzaje czujników pomiarowych. Parametry
metrologiczne czujników. Przyczyny uchybów pomiarowych czujników.

2

W2
Układy akwizycji sygnałów pomiarowych .Przetworniki analogowo-cyfrowe
i cyfrowo- analogowe przykłady zastosowań. Filtracja cyfrowa. Konfiguracje
i przepływ informacji w systemie pomiarowym.

2

W3

Pojęcie interfejsu i systemu interfejsu. Funkcje interfejsu. Klasyfikacja interfejsów.
Magistrale 1Wire i CAN. Ogólna charakterystyka interfejsu szeregowego RS-232C-
jego wady i zalety. Budowa magistrali interfejsu RS-232C. Transmisja danych
przez interfejs RS-232C.

2

W4

Organizacja systemu IEC-625. Podział funkcjonalny urządzenia IEC-625. Budowa
magistrali IEC-625. Rodzaje komunikatów w systemie IEC-625. Procedury
interfejsowe. .Handshake trójprzewodowy. Rozszerzenia możliwości standardu
IEC-625.

2

W5
VXI - przykład systemu modułowego. Magistrale podsystemu VXI. Typy urządzeń
VXI. Sposoby sterowania systemem VXI. Konfiguracje systemu VXI. System PXI
i jego zastosowanie.

2

W6

Tworzenie oprogramowania systemów pomiarowych, zastosowanie klasycznych
języków programowania (Pascal, C), standard SCPI ogólne cechy, schemat
urządzenia SCPI, zintegrowane środowiska programowe (LabView, HP VEE,
TestPoint).

2

W7
Komputerowe karty pomiarowe i przyrządy wirtualne.Zastosowanie Internetu do
celów pomiarowych. Architektura komputera do systemów pomiarowych. 1

W8
Sposoby realizacji rozproszonych systemów pomiarowych, - bezprzewodowe
systemy pomiarowe- sieć GSM i UMTS, radiomodemy, IrDA, Bluetooth. 2
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Laboratorium komputerowe

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K1 xx 15

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady

N2 Ćwiczenia laboratoryjne

N3 Praca w grupach

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 30

Konsultacje przedmiotowe 15

Egzaminy i zaliczenia w sesji 5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 20

Opracowanie wyników 20

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3.00

9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Kolokwium

F2 Projekt zespołowy

F3 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
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Ocena podsumowująca

P1 Średnia ważona ocen formujących

P2 Egzamin pisemny

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0 Brak znajomości elementów i struktury komputerowych systemów pomiarowych.

Na ocenę 3.0
Umiejętność wskazania najważniejszych elementów i opisania najczęściej
stosowanej struktury komputerowych systemów pomiarowych.

Na ocenę 3.5 x

Na ocenę 4.0 x

Na ocenę 4.5 x

Na ocenę 5.0 x

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0
Nieznajomość podstawowych cech i sposobu działania interfejsów przyrządów
pomiarowych.

Na ocenę 3.0
Umiejętność wskazania najistotniejszych cech i sposobu działania
najpopularniejszych interfejsów przyrządów pomiarowych.

Na ocenę 3.5 x

Na ocenę 4.0 x

Na ocenę 4.5 x

Na ocenę 5.0 x

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0
Brak znajomości metod tworzenia oprogramowania komputerowych systemów
pomiarowych.

Na ocenę 3.0
Znajomość najczęściej stosowanych metod tworzenia oprogramowania
komputerowych systemów pomiarowych.

Na ocenę 3.5 x

Na ocenę 4.0 x

Na ocenę 4.5 x

Na ocenę 5.0 x

Efekt kształcenia 4
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Na ocenę 2.0 Nieumiejętność posługiwanie się środowiskiem programistycznym LabView .

Na ocenę 3.0
Posługiwanie się w ramach ćwiczeń laboratoryjnych środowiskiem
programistycznym LabView do komunikacji z cyfrowymi przyrządami
pomiarowymi.

Na ocenę 3.5 x

Na ocenę 4.0 x

Na ocenę 4.5 x

Na ocenę 5.0 x

10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1 Cel 1 W1 W2 W3 W4
W5 W7 W8 N1 F1 P1 P2

EK2 Cel 2 W3 W4 W5 W6
W7 W8 N1 F1 P1 P2

EK3 Cel 3 W6 K1 N1 N2 N3 F1 F2 F3 P1

EK4 Cel 3 W6 K1 N2 N3 F1 F2 F3 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] W. Nawrocki — Komputerowe systemy pomiarowe, Warszawa, 2006, WKŁ

[2 ] D. Świsulski — Komputerowa technika pomiarowa, Warszawa, 2005, Agenda Wydawnicza PAK-u

[3 ] W. Nawrocki — Rozproszone systemy pomiarowe, Warszawa, 2006, WKŁ

[4 ] W. Tłaczała — Środowisko LabView w eksperymencie wspomaganym komputerowo, Warszawa, 2002, WNT

Literatura uzupełniająca

[1 ] W. Winiecki — Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, Warszawa, 1997, Oficyna Wyd. Polit.
Warsz.
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Literatura dodatkowa

[1 ] Strony internetowe producentów sprzętu pomiarowego i oprogramowania (National Instruments, Keithley
, Hewlett-Packard, Dallas Semiconductors itp.)

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr inż. Ryszard Duraj (kontakt: puduraj@cyf-kr.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot

1 dr inż Ryszard Duraj (kontakt: puduraj@cyf-kr.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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